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Uma técnica simples, baseada no trabalho de Feest (1980) para a
identificag&o in situ de particulas de segunda fase, foi descrita por Cliff et
all (1983). Esta técnica foi orginalmente desenvolvida para andlises por
microssonda em amostras massivas e posteriormente extendida para
folhas finas. A intensidade de raios-X, /*, do elemento A, é proporcional a
fragdo em peso deste elemento, C*, e a intensidade total de raios-X IAT de
uma amostra que contém uma particula de segunda fase é dada por:

ol LsChL, (1)
onde C#, e C*, sdo as fragdes em peso do elemento A na matriz e
particula respectivamente. L, eLl, sdo os respectivos caminhos dos

elétrons. O caminho dos elétrons pode ser totalmente através da particula,
Fig.1 (a), parcialmente em ambas, Fig.1 (b) ou totalmente na matriz,
Fig.1 (c). Se o elemento A, um solvente, estd concentrado na matriz, e B,
um soluto, é concentrado na particula, entdo a andlise de A nas regides
mostradas na Fig.1 pode ser expressa contra B, graficamente, como na
Fig.2, onde CAM e C’, sdo as fragdes em peso do elemento B na matriz
e na particula, respectivamente. Se ambas matriz e particula tém
composigdo fixa, os dados vao plotar em uma linha reta. Usando-se
graficos soluto-solvente similares, Rossi et all (1992) inferiram a
composi¢do quimica de intermetdlicos presentes em uma liga de aluminio.
Estes dados foram obtidos por andlise de energia dispersiva em um
microscopio eletrénico de varredura. A titulo de demonstragdo da
potencialidade da técnica, inclusdes em um ago carbono foram analisadas e
os dados apresentados em forma de grafico soluto-solvente, Fig. 3. Pode-se
concluir que as inclusdes em questao sdo sulfetos de manganés uma vez que
os dados para a matriz de Fe a zero at% extrapolam a 50 at% de Mne S.
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Fig.1 Diagrama esquemético dos possiveis caminho dos elétrons numa folha
fina contendo uma particula de segunda fase.

Fig.2 Diagrama esquemético dos dados analiticos obtidos da amostra
mostrada na Fig 1.
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Fig.3 Variagdo em 4tomo porcento de Mn e S versus Fe para andlises
in-situ de inclusées em um ago carbono.
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